
FISCHERSCOPE®  X-RAY XAN® 120 

Das neue FISCHERSCOPE X-RAY XAN 120 ist ein mo-
dernes Röntgenspektrometer (EDXRF). Es ist auf die 
schnelle, zerstörungsfreie Analyse von Schmuck, Edel-
metallen, Gelb- und Weißgold, Platin, Silber, Rhodium 
und allen Schmucklegierungen und -schichten optimiert.  
Das XAN 120 ist hochgenau, sicher und einfach zu be- 
dienen, es ist robust und wartungsfrei. Und erfüllt die 
Anforderungen der DIN ISO 3497 und ASTM B 568.

Der hochauflösende Silizium PIN Detektor erzielt zusam- 
men mit einer schnellen Signalverarbeitung eine hohe 
Präzision und sehr niedrige Nachweisgrenzen für eine 
präzise Elementauflösung. In Bruchteilen einer Minute 
werden die Elemente im Bereich von Chlor (17) bis 
Uran (92) sicher und genau bestimmt.

Das richtige Instrument für die Analyse 
von Schmuck und Edelmetallen

Schichtdickenmessung WerkstoffprüfungMikrohärteMaterialanalyse

Egal ob Sie in der Zusammensetzung bekannte oder  
unbekannte Materialien analysieren wollen, das  
XAN 120 mit der einzigartigen WinFTM Software 
ist die richtige Wahl. Standardfrei mit der weiterent-
wickelten Fundamental-Parameter-Methode oder kali- 
briert mit Normalen – das Ergebnis erhalten Sie schnell  
und hervorragend präzise.

Um das Platzieren der zu messenden Muster zu verein- 
fachen, sind die Röntgenquelle und der hochauflö-
sende Silizium PIN Detektor im Unterteil des XAN 120 
eingebaut. Die Messung erfolgt dadurch von unten 
gegen das aufgelegte Messgut. Das integrierte Video-
mikroskop mit Zoom, Fadenkreuz, Beleuchtung und 
Darstellung der exakten Messstelle, macht das richti- 
ge Platzieren des Messgutes schnell und einfach. Kein  
Scherentisch oder Probenhalter muss justiert werden – 
einfach auflegen und messen.



Die hervorragende Langzeitstabilität und Wiederhol-
präzision – für Gold besser als 1‰ – zeichnet das 
XAN 120 aus. Dadurch wird der Bedarf häufig zu 
kalibrieren reduziert, was über die Nutzungsdauer  
Aufwand und Kosten deutlich senkt.

Die Messungen werden in Karat, ‰ oder Gewichts-
prozent angezeigt und können einfach als Protokoll 
ausgedruckt werden. Eine hervorragende Ergonomie, 
einfache Bedienung und die schnelle Berechnung der 
Messwerte zeichnen das XAN 120 weiter aus.
 
Der Betrieb ist sicher und einfach – für erfahrene Fach-
leute genauso wie für Bediener mit einer Einweisung. 
Und ein spezieller Laborraum ist für den Betrieb des 
XAN 120 auch nicht nötig.

Wenn Sie ein hervorragend genaues und zuverlässig-
es Messgerät suchen – das XAN 120 ist die richtige 
Wahl.

WinFTM® Software für den PC
Die einzigartige Fischer WinFTM Software erhalten 
Sie als vollständiges Paket – einfach zu bedienen und 
komplett, ohne die Notwendigkeit zusätzliche Module 
und Upgrades nach zu kaufen.
•	Bedienung des Röntgenspektrometers
•	Steuerung der Messungen
•	Standardfrei messen mit der weiterentwickelte  
	 Fundamental-Parameter-Methode
•	Kalibriert messen, Kalibrierung mit zertifizierten  
	 Normalen
•	Analyse von Zusammensetzung und Schichtdicke
•	Automatische Elemente-Erkennung
•	Anzeige der Messergebnisse in Karat, ‰ oder 
 	 Gewichtsprozent
•	Bericht-Generator zur einfachen Erstellung Ihrer  
	 gedruckten Protokolle 

Spezifikation		
Einsatzzweck	 Energiedispersives Röntgenfluores-	
	 zenz Spektrometer (EDXRF) nach 	
	 DIN ISO 3497 und ASTM B 568
Elementebereich	 Chlor Cl (17) bis Uran U (92)
Wiederhol-	 ≤ 1 ‰ (≤ 0,1 wt %) 
präzision	 für Gold Au (79)	
Röntgenquelle	 Wolframröhre; temperaturstabilisiert 	
	 für erhöhte Lebensdauer 
	 und Stabilität
Hochspannung	 Stufig einstellbar: 30 kV, 40 kV, 
	 50 kV
Blende	 2 mm (optional: 1 mm)  
(Kollimator)		
Röntgendetektor	 Silizium PIN Halbleiter Detektor mit 	
	 Peltierkühlung
Signalverarbeitung	Schneller Pulsprozessor
Videomikroskop 	 Hochauflösende CCD-Farbkamera 	
	 zur Beobachtung der Messstelle 	
	 entlang der Röntgenachse, exaktes 	
	 Fadenkreuz, Messstellenanzeige 	
	 und -beleuchtung
Video Zoom 	 34x .. 184x (optisch: 34x .. 46x;
	 digital 1x, 2x, 3x, 4x)

Technische Daten		
Netzspannung	 AC 115 V oder AC 230 V   	
	 50 Hz / 60 Hz
Leistungs- 	 max. 120 W (XAN 120
aufnahme	 ohne Auswerte PC)
Abmessungen 	 380 x 570 x 340 [mm]
Gewicht	 ca. 42 kg
Messkammer 	 318 x 509 x 29 .. 86 [mm]
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